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T F C  
チーム紹介 

TFC KA・RI・YA 
チーム名：ＴＦＣ ＫＡ・ＲＩ・ＹＡ 

Software Test Fighting Club KA・RI・YA  

東海地方でソフトウェアテスト 

及び品質の勉強会をやっている 

コミュニティである「ＴＥＦ東海」。 

その有志で結成したテスト設計 

の勉強サークルです。 

主に刈谷で勉強会をやってます。 

だからＫＡ・ＲＩ・ＹＡです。 

チームメンバー 
・なのっち：リーダー。こう見えて純国産。（組み込み開発） 
・やのっち：伊達メガネ。（組み込み開発） 
・もりっち：真のメガネ。おうちに帰りたい。（ＳＥＰＧ） 
・ちかみっち：第三のメガネ。本日の発表者。（ＳＥＰＧ） 

チームコンセプト 

・テストの悩み解決へ・・・ 
・バグとの戦いに勝利する。 

・嫌いなもの・・・虫くん 
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T F C  
テストの悩み解決へ・・・ 

http://www.jasst.jp/symposium/jasst13tokyo/pdf/A4-2.pdf 

巨大化！ 

テストの悩み② 

巨大なマトリクス 

 

・マトリクスは全体俯瞰できて便
利でも、でっかくて手におえな
い！ 

 

テストの悩み① 

 ぐちゃぐちゃなテストベース 

 

・ＣＰＭ法ではダメ         

・テスト分析時に情報整理 

 ＝あとの設計が楽（うれしさ） 

めざすのは、分析しながら 

情報の欠損を補足 
・ＵＳＤＭのまとめがらなＭＥＣＥチェック 

・ＤＦＤでつながりを把握 

先行研究：ＪａＳＳＴ’13Ｔｏｋｙｏ  
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T F C  
テストの悩み解決へ・・・解決方針 

解決方法を絵にしたら・・・ 

テスト対象：スライム 

テスト観点：スライムの中の点点 

  

魔法をかける 

ｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞｰ 

・・・すると切りやすい
様に点点が移動する。 

これがテスト分析 

切った断面に 

うまいぐあいに、 

テスト観点が並ぶ。 

どういう風にきれば 

良いかを考えるのが 

テストアーキ設計 
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T F C  
テストの悩み解決へ・・・解決方針 

ちなみに、 

1点をぶすっと突き刺すの
がピンポイントテスト 
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T F C  
テスト設計プロセスの全体像 

プロセス設計の目標 

①素性の良い情報分割 

 テストアーキ設計段階で情報を分割。 

 以降のテスト設計を分割して行えるようにする。 

 

②テストベース情報の整理 

 テストベースから抽出した情報をＵＳＤＭと 
 ＤＦＤで整理。情報欠損を抽出する。 

ＴＦＣ流テスト設計プロセスの特徴 

  

• 機能、非機能、ピンポイントと分割 

• 機能モデル構築が全てのベースとなるのでまっさきにやる 

• テストケース生成はツールをがりがり使う 
FＯＴ 

ＰＩＣＴ 

Astah 
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T F C  
テスト設計プロセスの全体像 

全体プロセス 

P1

テストベースを

分析する

D1

ASTER自動販売機
ユースケース仕様書

D2

ASTER自動販売機ハード

ウェア構成および

販売者用機能仕様

D111

テスト対象機能

要求書

D101

ID付き

テストベース

D112
仕様伺い書

D113

用語集

D102

HW構成図

D121

イベントリスト

D131

機能構成図

D3
ISO25010

規格書

D4

ソフトウェア

テストの技法

P2

テスト観点を

抽出する

D521

テスト分析

マトリクス

P5

テストアーキテクチャを

設計する

D501

テスト

構造図

D522

テスト詳細設計

方針書

P8

詳細設計を
実施する

D801

テスト

詳細設計書

D221

テスト観点図

D5

自動販売機

マニュアル

D6
ISO/IEC15026

規格書

D511

テストアイテム×テスト

ベースマトリクス

（ ID）

（下位層が定義

されているプロセス）

（ ID）

（下位層が定義されて

いないプロセス）

（ ID）

（単独ファイル

の成果物）

（ ID）

（複数ファイル
の成果物）

成果物のグループ

凡例

（ ID）

（ツール）

T1～ T3

FOT／PICT／
aster

D1

ASTER自動販売機

ユースケース仕様書

D2

ASTER自動販売機ハード

ウェア構成および
販売者用機能仕様

P1.11

テスト対象となる
機能仕様を抽出し、

USDM で整理する

D111

テスト対象機能

要求書

P1.1

文書の記載内容
を分解し、

ID を付与する

D101

ID付き

テストベース

仕様ID を追記する

D112

仕様伺い書

D113

用語集

P1.2

機能仕様とHW を
紐付けるための

ハードウェアの構成

部品を抽出する

P1.21

機能構成図（DFD）
を作成する

ためのイベントを

抽出する
D121

イベントリスト

D131

機能構成図

P1.22

DFD にて
テスト対象の機能と、

その関連を整理する

D102

HW構成図

サブプロセス（P1 テストベース分析） 

P2.1

機能テストに向けて
機能単位で

テスト観点を抽出する

D221-1

テスト観点図

（機能観点）

P2.11

優先度付きの品質特性と、

それに紐付く非機能テストに

向けたテスト観点を

抽出する

品質特性

D4

ソフトウェア

テストの技法

バイザーの

バグ分類

D3
ISO25010

規格書

D131

機能構成図

D5

自動販売機

マニュアル

D6
ISO/IEC15026

規格書

ソフトウェア
インテグリティ水準

P2.21

QA帳票から、

ピンポイントテスト観点

を抽出する

D112

仕様伺い書

D221-2

テスト観点図

（非機能観点）

D221-3

テスト観点図

（ピンポイント観点）
非機能軸

機能軸 ピンポイント軸

D111

テスト対象機能

要求書

サブプロセス（P2 テスト観点抽出） 

P5.1

機能構成図に対して

テストの範囲を決めて、

テストアイテムを決定する

D131*

機能構成図

P5.4

機能テストの
各テストアイテムに対して、

観点を詳細化し、

サブテストアイテムに

割り付ける

P5.2

テスト対象機能を、
サブテストアイテムとして、

テストアイテムに割り付ける

D111

テスト対象機能

要求書

D511

テストアイテム×テスト

ベースマトリクス

D521-1

テスト分析

マトリクス

（機能テスト）

P5.14

非機能テストの
各テストアイテムに対して、

観点を詳細化し、

テストアイテムに

割り付ける

P5.5

機能テストの

サブテストアイテム

の塊ごとに、

テスト設計方針を
検討する

D522-1

テスト詳細設計

方針書

（機能テスト）

P5.3

要求仕様のテスト難易度から、

機能テストの各テストアイテム

の優先度を決定する

機能テストアイテムの
優先順を追記する

P5.13

品質特性の優先度から、

非機能テストの各テスト

アイテムの優先順を

決定する

P5.15

非機能テストの
テストアイテムごとに、

テスト設計方針

を検討する

D221-1*

テスト観点図

（機能観点）

D221-2

テスト観点図

（非機能観点）

機能軸

P5.12

非機能テストの
観点からテストアイテム

を追加する

非機能テストアイテム
を追記する

D221-1*

テスト観点図

（機能観点）

非機能軸

D501*

テスト

構造図

D522-2

テスト詳細設計

方針書

（非機能テスト）

P5.22

ピンポイントテストの

観点からテストアイテム

を追加する

ピンポイントテストアイテム
を追記する

D501*

テスト

構造図

P5.25

ピンポイントテストの

テストアイテムごとに、

テスト設計方針を

検討する

D221-3

テスト観点図

（ピンポイント観点）

D522-3

テスト詳細設計

方針書

（ピンポイントテスト）

ピンポイント軸

難易度を追記する

優先度付きの
品質特性

D521-2

テスト分析

マトリクス

（非機能テスト）

非機能テストアイテムの
優先順を追記する

非機能テストアイテム
を追記する

D131*

機能構成図

サブプロセス（P5 テストアーキテクチャ設計） 
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T F C  
テスト分析（まとめ） 

以上まとめると、こんな感じ・・・ 
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T F C  
テストアーキテクチャ 

テストアーキテクチャ図として、抽出した情報をまとめる。 

ポイントは、分割のしやすさ 

自動販売機

連携機能

QA

7 : 難易度

<<state>>

商品の送出状態遷移

8 : 難易度

<<state>>

貨幣の入出力状態遷移

単機能

10 : 難易度

<<state>>

販売機の状態遷移

6 : 難易度

<<state>>

商品の販売状態遷移

QAバグ

バグ

バグ

バグ

QA

QA

非機能
非機能

QA

14 : 難易度

<<functional>>

故障の検出

組み合わせ

8 : 難易度

<<functional>>

貨幣の返金

7 : 難易度

<<functional>>

懸賞の抽選												 

9 : 難易度

<<functional>>

商品の保温												 

4 : 難易度

<<functional>>

選択商品の送出

9 : 難易度

<<functional>>

選択可能商品の表示

5 : 難易度

<<functional>>

販売開始と停止												 

7 : 難易度

<<functional>>

商品の情報設定と補充												 

10 : 難易度

<<functional>>

貨幣の入金

<<non-functional>>

性能効率性.時間効率性

9 : 難易度

<<state>>

状態遷移の競合

<<non-functional>>

機能適合性.機能正確性

<<non-functional>>

信頼性.可用性

<<non-functional>>

有効性

<<non-functional>>

リスク回避性.経済リスク緩和性

理由

非機能

バグ


